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MorphologiG3/G3Sは撮像粒子画像を取り込むだけでなく、画期的な解析ソフトウェアで粉体の特性・特徴を高度に分析することができます。
また、自動化された粉体分散ユニット（G3S）により粉体の撮像試料を一様に作成できますので安定した測定データが得られます。

乾燥粉体の顕微鏡画像解析を分散･撮像･解析まで自動化ワンパッケージ

■ 自動計測

スキャッタグラムの画面よりさまざまな粒子情報を提供スキャッタグラムの画面よりさまざまな粒子情報を提供特長

自動計測

乾燥粉体の分散から解析までを自動化しています。試料調整の手
間が減少し良好な測定再現性が得られます。
また測定ごとに標準スライドでキャリブレーションをおこない、
確かな粒子情報を提供します。

解析画面ではX軸とY軸でそれぞれ任意の粒子解析パラメータ
を選択した散布図（スキャッタグラム）で表示しますので測定粉
体の特徴を把握できます。また解析範囲を選択し、範囲内の粒子
画像と解析数値を確認することができます。

サンプル間差をパラメータ選択により比較

スキャッタグラムの範囲限定により
その範囲の粒子像が表示され、分類
されたグラフを表示します。

■ 画像から多彩な粒子形状情報

■Morphologi G3S

Morphologi画像計測ソフトウェアは粒子の形状情報を多数の
パラメータで解析することができます。また、これらの解析結果
から粒子集団の特徴的な差異のみをグラフ表示することができ
ます。

■ スキャッタグラムからの測定情報分析
個別パラメータをX軸またはY軸に設定して2次元のデータと
してスキャッタグラム表示ができます。また、スキャッタグラム
の一部の領域を限定して解析することもできます。

■ SOP（標準操作手順）でどなたでも簡単測定
簡単に測定の手順、測定設定値、解析内容をSOPに登録できま
す。SOPを使用することにより、測定資料をセットするだけで
MorphologiG3/G3Sが登録通りに測定を実行します。この
SOP設定ファイルにより、世界中同一の測定が可能になります。

試料粉体を粉体分散ユニットに入れ装置に接続するだけ。後は設
定された条件で測定を実行します。（右チャート参照）

■ 微小から大粒子までワイドレンジ対応
5種類の対物レンズの自動切り替えにより 0.5～1000μmの
粒子を測定できます。

■ 信頼性の高い品質管理をサポート
ISO9000の認定機関のひとつである国立物理研究所（NPL）に
対してトレーサブルな標準スケールを利用して、毎測定ごとに
キャリブレーションを実施することで、信頼性の高い測定結果が
得られます。また、本装置は、画像計測の国際標準である
ISO13322-1に準拠しています。

測定データの特徴を一覧で比較測定データの特徴を一覧で比較

任意パラメータによる
フィルタリング
任意パラメータによる
フィルタリング

（❶で❷❸❹のパラメータを選択することができます。）（❶で❷❸❹のパラメータを選択することができます。）

❶❶

スキャッタグラムで選択したエリアの粒子画像スキャッタグラムで選択したエリアの粒子画像

❶ データの変動をパラメータごとに棒グラフで表示
❷ 選択パラメータの差異により、試料をグループ分け
❸ 選択データのパラメータ値グラフ表示
❹ 積算、頻度分布で粒度分布の差異を表示

❶ データの変動をパラメータごとに棒グラフで表示
❷ 選択パラメータの差異により、試料をグループ分け
❸ 選択データのパラメータ値グラフ表示
❹ 積算、頻度分布で粒度分布の差異を表示

■ 解析パラメータ

任意パラメータでの表示任意パラメータでの表示

スキャッタグラムは
選択パラメータによる
分布と相関

スキャッタグラムは
選択パラメータによる
分布と相関

■ スキャッタグラムから
　 粒子分類

■ 個別粒子解析結果

❷❷ ❸❸ ❹❹

試料をユニットへ ユニットの接続 粉体を分散し、撮像部へ移動 撮影ステージが自動スキャンで撮像 撮像状況標準スライドで校正 光量・焦点調整

粉体分散ユニット内蔵

粉体分散から計測まで自動粉体分散から計測まで自動

アプリケーションアプリケーション 画像情報を研究開発、品質管理、工程管理に活用画像情報を研究開発、品質管理、工程管理に活用

■医薬品源末のロット管理……多彩なパラメータが差異を検出
■粉末原料中の異物検査………特異な粒子を画像から抽出
■造粒粉体の工程管理…………画像から形状も観察
■微粉末のコントロール………個数基準で微粉量を定量
■結晶化の評価…………………結晶粉体を形状から評価
■医薬品製造工程の品質管理…21CFR Part11対応


